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Zagosowanie metody

Lp.|Uk g ad Grupy punkt o|Symbolklasy Mo Ul i we obr
krystalograficzny |kl asn dyf r ak|dyfrakcyjnej

1 |tr-jskoSni'1 "1 1

2 |j ednos ko 82/m,2 m 2/m 2, m, 1

3 |ortorombowy mmm, 222, mm2 mmm 2mm, m, 1

4 |tetragonalny 4/m, 4, 4 4/m 4, m,1

5 |tetragonalny 4/mmm, 422, 4mm,42m 4/mmm 4mm, 2mm, m, 1

6 |heksagonalny 3,3 "3 3,1

7 |heksagonalny 3m, 32, 3m “3m 3m, 2, m,1

8 |heksagonalny 6/m, 6, 6 6/m 6, m,1

9 |heksagonalny 6/mmm, 622, 6mm,62m 6/mmm 6mm, 2mm, m, 1

10 (regularny m" 3, 23, m 3 3,2mm, m, 1

11 |regularny m' 3 m, 432, 43m m 3 m 4mm, 3m, 2mm, m, 1
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Goniometr
czterok@wy o
geometrii Eulera

detektor

ko@ / 1 ¢ - ustawieniekrysztay w
stosunku do uk@du odniesienia
dyfraktometru

ko w - ustawienie pgszczyzny
sieciowg¢ pr - bpod wymaganym
k Nt w(odpowiadaieym kNowi g) w
odniesieniudo wiNeki padaiNce;

ko® 2q - poruszas i p@ nim licznik,
rejestrufey pod kNem 2g  wilekn
ugirtN

osiek - i 2g pokrywaN sifi, ale
obydwa k o § stanowN niezaldhe
mechaniczniet k g a d y
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cztereclk -jg ¢, wi 2q



Metoda DSH T metoda proszkowa
( De b yié&oharrerai Hulla)
- technika filmowa,
- technika licznikowa
(licznik Geigera, scyntylacyjny, paskowy: X-celerator).

Met oda nieniszczNca

Preparaty T proszek polikrystaliczny o uziarnieniu ok. 1 nm,
Tpr - bki | 1Tte drobnoziarni st e,
ipasta np.: z wazelinN,
imi eszanina substancji pol i ki
ipr-bki zatopione w Amatrycyc
ibgonka z zawiesiny wodnej ,
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Metoda Debye'aScherrera-Hulla (DSH) - technika filmowa
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Acttung
Rantgenstrahlung
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Dyfraktometr rentgenowski Minifleks firmy Rigaku
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/4-circle_diffractometer_tug.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/4-circle_diffractometer_tug.jpg

Dyfraktometr rentgenowski firmy Philips - WIMIC AGH
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Dyfraktometry rentgenowskie:
u Philips,

U Broker,

U Rigaku,

U PANalytical,

U Siemens,

U Shimadzu.
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El ementy skgadowe dyfr a
rentgenowskiego):

UFr -dgo promieni owani a
U monochromatory i/lub filtry,

U szczeliny I kolimatory,

U goniometr,

Uzwierciadga ogni skuj Nc

U detektor (detektory).
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tr-dga promieni owani a X:

stojan do

oI 0 i anoy NajczinSciej stosow
hocaz L 1??.5{.:., e | Promieniowania rentgenowskiego jest
wirujaca e lampa rentgenowskdb(a Ek a pr - Un i
wykonanaze specjalnege z kK G a  i. ¢
najwi nkenargitnSkl ekt
zostaje przeksiztegpd nN
(ok.1% energii zamieniany jest na

promieniowanie X)s zkgo podl eg

&d okienko
przew

wylécia rzewéd . . 21
wyslokliogo keicd prycffnlionl \?vysoklogo 0 I b r Z y m| m 0 b C I N U e n
naplecia atoda  ,romien naplecia .
arzona rontganowsk o na el emencie anodo

temperatury do 270&C. Cz n S|
moUe sifn odksztagec
wysokiej temperatu
wytrzymywal obci NC
Lampa rentgenowska trakcie pracy

podl ega ci Ng.gemu ¢
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tr-dga promieni owani a X:

Synchrotroniszczeg:- 1l ny typ cykl otroc
w kt -rym czNstki sN przyspies
W szczelinach rezonator -w syn
W synchrotroni e przyspieszane
W miarn wzrostu energi | Pr zys
jest zwifinkszane, by zachowal

Obecnie najwinkszym dziagaj Nc
Tevatron w USA. Przyspiesza on protony | antyprotony do energ
ponad ITeV (102V) (st Nd jego nazwa) \
Synchrotron ten ma Srednicn 6
Naj wi ikszy na Swiecie zderzac
w Europejskim Laboratorium Wysokich Energii (CERN). Zderzac:
zawliera synchrotron w tunel u

XRD






